3D-Lasermikroskop
VK-X100 series

(Keyence Deutschland GmbH)

Anwendung: Ultrafeine, beriihrungslose Profil-, Rauheits- und Schichtdickenmessungen

Materialunabhéangig

Auflésung im Nanometerbereich

5x, 10x, 20x und 50x-Objektive

Schnelle prazise3D-Messung

Analysieren eines grolReren Bereichs durch Bilderzusammensetzung
Scharfe Farbbilder bei hoher Auflosung und hoher VergroRerung
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